
Крсымша 1.1

Зертханалык зерттеудш техникалык сипаттамасы
(Лот 1)

№ Цызметтщ
атауы

Саны Техникалык ерекшел1п

1 Мелд1р 
петрографиял ык 

шлифтерд1 
дайындау

85
Мол/пр шлифтер кальщдыгы 0.02-0.03 мм жазьщ параллель пластиналар туршде тепстеу станогында кесек сынаманы аршу 
жэне тепстеу жолымен дайындалуы тию.
Пластина канадальщ бальзаммен (эфир майларынан айырылган шыршаньщ кейб1р турлерщщ шайыры) зат пен какпак 
эйнектершщ арасына жабыстырылады. Борпылдак иемесе усакталган материалдарды шлифт1 дайындау уцпн де колдануга 
болады, 6ipai<; буган дейш оларды Розин немесе канадалык бальзамда кдйнату керек.
Орындаушы е т т  жаткан жарьщта микроскопияльщ зерттеу ушш 66 мелд1р ажарлагыш дайындауы тию.

2 Силикатты
талдау 50

Орындаушы Тапсьфыс 6epymi усынган матерналдан силикаттьщ талдау журпзу1 тию. Зерттеу журпзу yniiii сынамалар 
саны-66.
Силикатты талдау Na, Mg, Al, Si, P, К, С, T, Mn, Fe непзп тау жыныстарын курайтын элеменпер/н олардьщ оксидтер1 
туршде камтуы керек.
Нэтижелер электронды турде форматта усынылуы керек .XSL немесе .XSLS.

3 Атомдык- 
абсорбциялык 
талдау журпзу

119
Орындаушы сирек жэне сирекжер элементтердщ шагын жэне жогары концентрацияларын жогары дэлджпен аныктау уипн 
барлык колданыстагы нускаулыктар мен эдютемелерге сэйкес атомдык-абсорбциялык талдау журпзу1 тию. Сынамалар 
саны-110.
37-ден кем емес мазмунды аныктауга арналган элементтер саны нэтижелер Тапсырыс берунпнщ электрондьщ мекен- 
жайына Excel кестес1 туршде усынылуы керек
Орындаушыньщ сертификатталган материалдьщ-техникалык; базасы болуы тию.
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т о л е м  ж э н е  ж е т к о у  ш а р т т а р ы
Куны КДС-мен вскемен каласына дейш п DDP шарттары (сатып алушыга дейш жетюзу жэне ез курам ы на барльщ мумюн болатын телемдердц салыктар 

мен баж телемдерш юрпзедО непзшде керсетшген.
Телем шарттары: Жетюзгеннен кейш.

Жетюзу уакыты: КелЫм-шартка кол койылган куннен 20 кутизбел^к кун.


